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プラスチック中の微小有機物の同定、分散評価
－ nanoIR －

nanoIR は , 原子間力顕微鏡（AFM）の原理を利用した局所 -赤外吸収分光法である。従来の振動
分光法（顕微 IR・ラマン）では困難だった微小有機物（サブμmオーダー）の定性分析やその
分散状態を評価できる。

原理

分析事例１　微小異物の同定 分析事例２　コーティング薄膜の組成分析

分析事例4　添加剤の微分散状態分析事例３　ポリマーブレンド相分離の可視化

顕微透過 IR法と類似したスペクトル
→従来法と同様に解析可能

・原子間力顕微鏡（AFM）に IRパルスレーザーが組み込まれた装置構成
・AFMカンチレバー（探針）を用い、赤外吸収に伴う熱膨張を探針の変位として検出する
・サブμm程度の空間分解能でスペクトル測定や組成イメージングが可能

パルスレーザー強度

深針の振動を測定

深針振幅

最大振幅∝吸光係数

nanoIR イメージング像
（PP由来の吸収強度分布）

大きさ 400 nm程度の PP島相を化学組成に基づいて可視化

ポリスチレン板表面から
２μm程度まで可塑剤が
侵入していることなどが
わかる

数μmの微小異物を同定

左図と同視野の染色 SEM像
（反射電子像）

可塑剤由来の吸収強度分布のイメージング像
（ポリスチレン板断面）

④振幅を IRレーザーの
波数に対してプロット

nanoIR スペクトル
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